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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fGr folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprOngiich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-12 in der ursprOngiich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 -25 eingegangen am 1 0.02.2005 mit Schreiben vom 1 0.02.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1/6-6/B in der ursprOngiich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite . 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigef ugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzfc" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1,18 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-25 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-25 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daS die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VHI Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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(BEIBLATT) 
Zum Feld V. 

1 . Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 



D1: EP-B-0 349 556 (OECHSNER HANS) 18. November 1993 M 993 11 im 
D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 25 1 2 Lri, 2001 2001 
04-12) ;& JP 2001 210245 A (SHINCRON:KK), 3. August ^ST" 
D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0142, Nr. 39 (E-0930) 2 MaM 990 

2065230 A (MITSUB,SHI ELECTR,C ^RP),5 2 M a r 

2 Art. 33(2) PCT, Neuheit: 

2.1 DerGegenstand der AnsprQche 1,18 ist im Sinne von Artikel 33(2) PCT nlcht neu. 

2.2 Das Dokument Dl offanbart (die Verwalsa in Klammern beziehen sich auf diases 
Dokument): aine HochfrequerK-Plasmastrahlquelle (Abb.2; Spate 8 Zeilen 33 39?mit 

Soate ft ( t ,, r ne ,o % emem HocM ^ u ^-Potantial liagandam Extraktionsgitter my 
Spate 8, Zefen 39-42) zum Extrahiaren ainas Plasmastrahls (8) aus dem Plasmaraum 

1 8 3 ntoM nar e ' bSn Gmnd PUnW ^ ^ * G ^™« *• Anspruohs 

3. Abhangige AnsprQche 2-10, 11-17, 19-25 

m S t" SF ; rfl0he 2 " 10 ' 11 - 17 - 19 -25 «nthaten kaina Markmale, die in Kombination mil 
dan Markmalan .rgendeines Anspruchs, auf dan sia aich baziehan, dia Erfordami^e des 
PCT ,n bezug auf Neuhei. / erfindensche Tafigkei, arfOllen. Einige AnsprQche snoTo 
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unklar dass, kein Unterschied zum Stand der Technik festgestellt werden kann (siehe auch 
Punkt 2. oben). 

3.2 Insbesondere, wird der Anmelder darauf hingewiesen dass, der Gegenstand des 
Anspruchs 4 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht. Der Gegenstand des 
Anspruchs 4 unterscheidet sich daher von dem aus Dl bekannten dadurch, daf3 das 
Extraktionsgitter vom Plasmaraum aus gesehen konkav ausgebildet ist. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
daB der Strahlwinkel vergroBert werden muss, um eine breitere Oberflache zu behandeln. 
Dokument D2 offenbart eine Hochfrequenz-lonenstrahlquelle (Zusammenfassung, Abb. 1 ) 
mit einem Plasmaraum (1) fur ein Plasma und einem Extraktionsgitter (7,8) zum 
Extrahieren eines lonenstrahls aus dem Plasmaraum, wobei das Extraktionsgitter vom 
Plasmaraum aus gesehen konkav ausgebildet ist (Abb. 1). Dokument D2 lehrt, dass das 
Extraktionsgitter so gebaut ist, um einen divergenten Strahl zu erzeugen und einen 
groBeren Strahlwinkel zu gewinnen (Absatz 4). Der Fachmann, auf der Suche nach einem 
Dokument zur Losung des obengenannten Problems, wurde D2 finden und das 
Extraktionsgitter von D2 ohne erfinderisches Zutun in die Hochfrequenz 
Plasmastrahlquelle von D1 einbauen. 

3.3 Daruber hinaus, zeigt das Dokument D1 ein konkaves Extraktionsgitter (7), das auch 
inhomogen ausgebildet ist; eine Oberflache zu bestrahlen, die eine Kalotte (36) aufweist; 
ein Magnet (5); eine Vakuumkammer mit einem Gehause (435)...Das. Extraktionsgitter. ypn ... 
D2 beweist Offnungen die nicht aquidistant sind. Dl zeigt ein Extraktionsgitter mit einer 
Maschenweite, die geringer ist als die Dicke der Raumladungszone zwischen 
Extraktionsgitter und dem Plasma (Spalte 4, Zeilen 21- 24). In D1 wird das Bestrahlen fur 
die Beschichtung/Modifizierung eine Oberflache (Spalte 1 , Zeilen 3-7) verwendet. 

Zum Feld VII 

1. In der Beschreibung ist das Dokument D2 nicht genannt worden (Regel 6.2 b) PCT). 

Zum Feld VIII 

1. Art. 6 PCT, Klarheit: 
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1.1 Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand 
der Anspruche 1 ,2,3,4,22 unklar ist. 

1 .2 Der Anspruch 1 definiert eine Hochf requenz-Plasmastrahlquelle, deren Aufgabe die 
Erzeugung von einem divergent Plasmastrahl ist, ohne die notwendigen technischen 
Merkmale zu bieten. Welche technischen Merkmale zum Strahldivergenz fiihren, ist aus 
dem Wortlaut des Anspruchs 1 nicht ersichtlich (PCT Richtlinien, 5.35). 

1 .3 Der Begriff "im wesentlich" im Anspruch 1 ist unklar und kann nicht verwendet werden, 
um den Gegenstand des Anspruchs 1 eindeutig vom Stand der Technik abzugrenzen 
(PCT Richtlinien, 5.38). Der Anmelder wird darauf hingewiesen dass, jeder Strahl eine 
bestimmte Divergenz aufweist. 

1 .4 Der Satz "durch eine gezielte Wechselwirkung" in Anspruch 2 ist unklar. Bezogen 
auf die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle kann nicht festgestellt werden, ob die 
Divergenz durch eine "gezielte" Oder "nicht gezielte" Wechselwirkung zwischen dem 
Plasma und dem Extraktionsgitter entsteht. 

1 .5 Der Wortlaut von Anspruch 3 ist unklar. Es scheint, dass mit "Oberflache" die zu 
bestrahlende Oberflache gemeint ist. Ob der Plasmastrahl der Form von einem 
Teilbereich der obergenannten Oberflache angepasst ist, kann nicht von einem nicht in 

K.II- •.<•'.. Funktion Plasmastrahlquelle festgestellt .werden. Dasselbe-gHty mutatis mutandisy<fur<,> ^ v. , 
Anspruch 22. 
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6. 



Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine aufterhalb des 
Plasmaraurhs (3) angeordnete Blende vorgesehen Ist. 

7. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprQche. dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsoffnung in Teilberei- 
chen mit Blenden abgedeckt ist. 

8. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprQche. dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) Ma- 
schen mit einer Maschenweite aufweist, die geringer ist als die Dicke der 
Raumladungszone zwlschen Extraktionsgltter (4) und dem Plasma im Plasma- 
raum (3). 

9. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgltter (4) 
Maschen mit einer Maschenweite aufweist, die zumindest so grotl ist wie eine 
Dicke einer Raumladungszone zwischen dem Extraktionsgitter (4) und dem 
Plasma im Plasmaraum (3). 

10. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass Extraktionsgitter (4) Maschen mit einer Maschenweite aufweist die 
hbchstens so groB ist, dass das Plasma nooh im wesentiichen im Plasmaraum 
(3) verbleibt. 



11. 



12. 



Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, dass zur Modulierung des Plas- 
mastrahls (I) zumindest eine Blende mit einem eiektrischen Potential beauf- 
schlagt ist. 

Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Ansproche, dadurch gekennzeichnet, dass Reiner Beschichtungskammer 
(7), der Austrittsoffnung im wesentiichen gegenOberiiegend, eine gekrDmmte 
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Oberflache, vonzugsweise eine Kalotte (11), rnlt Substralen (10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.5, 10.6) angeordnet 1st 

13. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet* dass .zus&tzlich zur Hochfrequenz- 
Plasmastrahlquelle (1 ) eine Verdampfungsquelle vorgesehen ist. 

14. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) aus ei- 
nem Wolframnetz mit einer Drahtstarke von etwa 0.02 - 3 mm, bevorzugt 0,1 
- 1 mm, gebildet ist. 

15. Hochfrequenz-PIasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Magnet (5) zur 
Einschlieliung des Plasmas im Bereich des Plasmaraums (3) vorgesehen ist. 

16. "Vakuumkamnrmer mil etaem Gehause -(2),- einer.. Hochfrequenz- 

Plasmastrahlquelle und einer zu bestrahienden Oberflache, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle (1) nach zumin- 
dest einem der vorhergehenden AnsprOche ausgebildet ist. 

17. Vakuurnkammer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zu 
bestrahlende Oberflache gekrOmmt, vorzugswelse eine Kalotte (11) ist und ein 
Oder mehrere Substrate (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10,5, 10.6) umfasst. 

18. Verfahren zum Bestrahlen einer Oberflache mit einem Plasmastrah! einer 
Hochfrequenz-PIasmastrahlquelle dadurch gekennzeichnet, dass ein diver- 
genter Plasmastrahl (I) verwendet wird und die Hochfrequenz- 
Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der AnsprOche 1-15 ausgebildet ist. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Plas- 
mastrahl (I) eine Strahlcharakteristik mit einem DivergenzmaR von hftchstens 
n = 16, bevorzugt n=4 aufweist, wobei n ein Exponent einer Cosinus- 
Verteilungsfunktion ist. 
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20. Verfahren nach zumindest einem der AnsprOche 18 und 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Strahlcharakteristik des Ptasmastrahls (I) durch eine 
gezielte Wechselwirkung zwischen dem Plasma und dem Extraktionsgitter (4) 
bewirkt wird, 

21. Verfahren nach zumindest einem der AnsprOche 18 bis 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine gezielte Wechselwirkung zwischen einem extrahierten 
Plasma und zumindest einer au&erhalb des Plasmaraums (3) angeordneten 
Blende eingesetzt wird. 

22. Verfahren nach zumindest einem der AnsprOche 18 bis 21. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zur Erreichung einer hohen Homogenitat der Plasmaslrahl- 
dichte auf zumindest einen Teilbereich einer Oberflache die Strahlcharakteris- 
tik des Plasmastrahls (I) an zumindest einen Teilbereich der bestrahlten Ober- 
flache angepasst wird . 

23. Verfahren nach zumindest einem der AnsprOche 18 bis 22 T dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine gekrOmmte Oberflache, vorzugsweise eine Kalotte (11), 
vorgesehen ist. 

24. Verfahren nach zumindest einem der AnsprOche 18 bis 23. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass durch das Bestrahlen der Oberflache eine Beschichtung der 
Oberflache erfolgt. 

25. Verfahren nach zumindest einem der AnsprOche 18 bis 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass durch das Bestrahlen der Oberflache eine Modifizierung 
und/oder Reinigung der Oberflache erfolgt. 
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